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Sposób jednostronnego pomiaru grubości ścianki elementu
profilowanego

Przedmiotem wynalazku jest sposób jednostron¬
nego pomiaru grubości ścianki elementu profilo¬
wanego.

Znany jest sposób jednostronnego pomiaru gru¬
bości elementów płaskich w postaci płyt. Do te^o
celu stosuje się ultradźwiękową metodę rezonansową,
polegającą na przyłożeniu do stykającego się z ce¬
mentem przetwornika piezoelektrycznego, umiesz¬
czonego w głowicy ultradźwiękowej, napięcia sinu¬
soidalnego o zmiennej częstotliwości. Wskutek tego
drgający przetwornik wywiera swą powierzchnią
na płaską powierzchnię płyty zmienny nacisk, po¬
budzający płytę do mechanicznych drgań rezonan¬
sowych. Oddziaływanie tych drgań na przetwornik
piezoelektryczny powoduje zmiany jego impedan-
cji, które obserwowane na ekranie lampy oscylo¬
skopowej, w postaci prążków, umożliwiają dokład¬
ny odczyt grubości mierzonej płyty.

Sposobu tego nie można jednak stosować do po¬
miaru grubości ścianki elementu profilowanego,
gdyż wskutek dużej krzywizny takiego elementu,
reakcja na przetwornik piezoelektryczny jest zbyt
mała, aby móc dokonać pomiaru gru:o:ci.

Celem wynalazku jest opracowanie spozobu jed¬
nostronnego pomiaru grubości ścianki elementu
profilowanego metodą rezonansową.

Cel ten został zgodnie z wynalazkiem osiągnięty
przez przykładanie do ścianki elementu profilowa¬
nego zmiennych w czasie sił sinusoidalnych

o zmiennej częstotliwości, wytworzonych przez
przetwornik piezoelektryczny ukształtowany w for¬
mie prostopadłościanu o stosunku długości do sze¬
rokości zawartym w granicach od 2:1 do 10:1.

5 S ły te przykiada się wzdłuż linii prostej leżącej
w płaszczyźnie, w której przekrój elementu profi¬
lowanego ma maksymalny promień krzywizny.
Pozwala to na uzyskanie dużej czułości jednostron¬
nego pomiaru grubości ścianki elementu profilo-

io wanego metodą rezonansową.
Przedmiot wynalazku jest bliżej wyjaśniony na

przykładzie. Do przetwornika piezoelektrycznego
w kształcie prostopadłościanu o stosunku długości
do szerokości zawartym w granicach od 2:1 do

15 10:1 doprowadzane jest sinusoidalne zmienne na¬
pięcie, o zmieniającej się w czasie częstotliwości.
Przetwornik, celem uzyskania wystarczająco dużej
reakcji mechanicznych drgań rezonansowych, zo¬
staje przyłożony wzdłuż prostej leżącej w płasz-

20 czyźnie, w której przekrój elementu profilowanego
ma maksymalny promień krzywizny. Dzięki temu
uzyskuje się maksymalną t po wierzchnie styku mię¬
dzy przetwornikiem a elementem profLowanym,
będącym obiektem pomiarowym. Na skutek od-

25 działywania na przetwornik drgań mechanicznych
zmienia się jego elektryczna impedancja wejścio¬
wa, co powoduje niewielkie zmiany przykładanego
napięcia, które po wzmocnieniu i obróbce elek¬
trycznej jest przedstawiane na ekranie oscylo-

30 skopu.
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Zastrzeżenie patentowe ukształtowany w formie prostopadłościanu o sto¬

sunku długości do szerokości zawartym w gra-
Sposób jednostronnego pomiaru grubości ścianki - ,•„ „u j « 1 ^ m 1 ^ • i* J fc> i- b nicach od 2:1 do 10:1, przy czym oddziaływanie

elementu profilowanego metodą rezonansową, zna-
mienny tym, że na ściankę elementu profilowanego 5 tych sił odb^wa się wzdłuż linii ProsteJ leżJ*ceJ
oddziaływuje się siłami sinusoidalnie zmiennymi, w płaszczyźnie, w której przekrój elementu profi-
wytworzonymi przez przetwornik piezoelektryczny, lowanego ma maksymalny promień krzywizny.
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